Névod na laboratorni tlohu €. 1 — aplikace AFM

Trojrozmérna rekonstrukce nano-povrchu hydratované cementové pasty

1) Teorie k illoze: = pomocné studijni materialy naleznete na adrese:
http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-afm-mikroskopie
Jedna se zejména o tyto soubory:
e AFM mikroskopie.pdf
¢ AFM mikroskopie (prezentace).pdf
e Navod na obsluhu — ¢esky.pdf
e Mikroskopie skenujici sondou.pdf

2) Ukoly: Pod vedenim instruktora proved'te digitalni trojrozmérnou rekonstrukci
nano-povrchu vzorku hydratované cementové pasty pomoci AFM
mikroskopu. PopiSte charakteristické morfologické utvary viditelné na
povrchovém relié¢fu (strukturni event. defektni utvary). Vytvoite
histogram povrchovych vySkovych nepravidelnosti a urcete interval
rozsahu registrovanych vysek. UrCete dvé nejvice zastoupené vysky
reliéfnich vycnélki.

3) Pomiicky: AFM mikroskop
Vzorek hydratované cementové pasty
Software pro trojrozmérnou rekonstrukci
Ridici pogitac a tiskarna

4) Postup méreni:  a) VloZte vzorek na méfici stolek
b) Pod vedenim instruktora uved’te do chodu AFM mikroskop - viz
navod na obsluhu na adrese:
http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-afm-mikroskopie
c¢) Proved’te skenovani povrchu a uloZzte data.

5) Zpracovani naméienych udaju:

a) Do protokolu vytisknéte obrazek se vstupnim zadanim pro AFM
mikroskop.

b) Softwarové vymodelujte tvar povrchu (povrchovy nano-reliéf).

¢) Do protokolu vytisknéte obrazek povrchového nano-reliéfu.

d) Popiste slovné charakteristické morfologické utvary (strukturni
event. defektni) zobrazené na digitdlnim modelu povrchu.

e) Vytvoite histogram povrchovych vyskovych nepravidelnosti.

f) Z histogramu urcete interval rozsahu registrovanych vysek

g) Urcete dve nejvice zastoupené vysky reliéfnich vycnélka.
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